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内容概要

　　本书是关于MEMS可靠性的一本专著，主要内容包括：用于寿命预测的可靠性统计理论，MEMS
产品设计阶段和制造阶段的失效模式，MEMS在使用中的失效模式，MEMS的失效根源及分析
，MEMS的试验和鉴定标准，以及提升MEMS可靠性的工具和技术。
本书的几位作者在MEMS可靠性方面拥有多年的学术研究经验和工业生产经验，所写内容具有较高的
参考价值。
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编辑推荐

　　《MEMS可靠性》编著者Allyson L.Hartzell、Mark G.da Silva、Herbert R.Shea。
本书的内容包括可靠性统计、可靠性设计、加工阶段的失效模式、使用中的失效物理、失效根源分析
、MEMS的失效和鉴定标准，以及提升，MEMS可靠性的工具和方法等内容。
本书为首次接触MEMS可靠性的技术人员提供了对这门学科的理解，也可作为MEMS可靠性领域的工
程技术人员在制订MEMS可靠性方案时的指南。
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